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In this study, a simple and easy method of PIN-diode was used to measure the 
tritium inventory of tritium contaminated sample. The measurement results of 
intensity of X-ray after being shielded by Al and plastic sheets by PIN-diode method 
corresponded very well with the results by conventional Ge-semiconductor detector 
method. The surface distribution of tritium of JET Mark IIA type divertor tiles were 
obtained by using PIN-diode method that demonstrated a high effectiveness 
determining the tritium inventory. 
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2. 実 験 
2.1 試料 
試料としてJETで高濃度トリチウムを用いたD-T実験においてダイバータ部に使用された二次元
炭素タイル(2D CFC)を用いた。図 1 にその外観を示す。ダイバータはポロイダル方向に 10 枚のタ
イルから構成されているが、本研究ではこのうち 1IN1 および 1IN3 タイルを直径 60mmにコア抜きし
た試料であるIN1/6 およびIN3/17 の測定を行った。それぞれの試料の位置は図 2 に示す。また、










PIN-diode を用いた JET ダイバータタイルのトリチウムの測定は、ドイツ・カールスルーエ研究所
内のトリチウム研究施設で行った。PIN-diode は windowless 仕様の PIN-photodiode detector を用
いた 13)。本測定は検出器のサイズは 5×5mm2 である。トリチウムからのβ線を遮蔽し制動 X線の
みを検出するため、ポリエチレンシートまたはAlシートをPIN-diode検出器と試料の間に挿入した。
ポリエチレンシートは、カールスルーへ研究所において JET ダイバータタイルの保管に使われてい









また、CANBERRA 社製 Ge 半導体検出器と 165MBq
のトリチウムを含む Amersham 社製ポリマー線源を使用
し
3.  果 
.1 X 線測定に与える遮蔽材の影響 
X線測定に与える遮蔽材の影響を、試料とPIN-diode検出器の間に入れたポリエチレ
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の方が大きかった。Al を遮蔽材として使用した場合は、1.5keV付近にAl(Ka)に起因するピーク 13)
が確認されたが、そのピークは非常に小さかった。PIN-diode および Ge 半導体検出器で測定した
それぞれのピークを積分し、シート 1 枚を遮蔽材として使用したときの値を用いて規格化したときの
結果を図 6 に示す。図中黒抜きのプロットは PIN-diode を用いたタイルの測定結果、白抜きのプロ
ットはGe半導体検出器を用いたポリマー線源の測定結果である。図に示すようにポリエチレンシー 
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3.2 1IN1/6 試料中のトリチウムの測定 
































4. 考 察 
既往の研究では、各タイルから数点または十数点コア抜きし、燃焼法によりトリチウム量の測定を
行っている。その結果、トリチウムは表面堆積層中に多く堆積層のない部分や損耗層にはトリチウ




















5. 結 論 
多量のトリチウムを含むJETダイバータタイル中のトリチウム分布の測定をPIN-diodeを用いて行
た。この時、グラファイト試料と PIN-diode の間に、β線の遮蔽材としてポリエチレンシートを使用
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